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   طيف عبوري فاده ازبا است HfO2 نازك ضريب شكست لايهضخامت و  محاسبه
  ؛ ملكي، هاديحجتي راد، هاشم بهلول، نوشين؛ مريم؛ ،قشلاقي

 يابان كارگر شماليخ ي، تهران،انتهايپژوهشگاه علوم وفنون هسته ا ،كيزر واپتيپژوهشكده ل

  
  چكيده

به روش فيزيكي  HfO2ابتدا لايه نازك  در اين مقالهمحاسبه ضريب شكست و ضخامت لايه نازك پس از لايه نشاني بحث جالبي در مقوله لايه نازك مي باشد. 
-UV-VIS در محدوده  Cary500دستگاه طيف سنج  توسط . سپس طيف عبوري آنشدانباشت BAK510 ز بالزر توسط دستگاه لايه نشاني تبخير در خلاء

NIR  روش  لاخره با استفاده از طيف عبوري بها. بدمبه دست آenvelope، ضريب شكست لايه نازك HfO2  سپس . محاسبه شدطول موج  به عنوان تابعي از
  نشاني، يكسان است.ضخامت لايه نازك محاسبه شد كه با مقدار نشان داده شده توسط ضخامت سنج دستگاه لايه 
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Abstract 
 

Calculate the refractive index and thickness of thin film deposition is an interesting discussion on the subject. In 
this paper, HfO2 thin film was deposited by balzers machine coating BAK510, with physical vapor deposition 
method. Then it passes through the spectrum in the range of UV-VIS-NIR spectrometer Cary500 obtained. 
Finally, using the method of transmission spectra envelop, refractive index of thin HfO2 layers was calculated 
as a function of wavelength. Then thin film thickness was determined that measuring the amount shown by the 
thickness monitoring of coating machine is the same. 
  
PACS No.   
 

  قدمهم
ضريب شكست و ضخامت لايه نازك پس از  بدست آوردن    

روشي مناسب براي اطمينان از اندازه گيري هاي دستگاه  لايه نشاني
 با روش HfO2لايه نازك  لايه نشاني در حين انباشت لايه است. 

انباشت شد.  BK7روي زيرلايه PVD فيزيكي در خلاءتبخير 
طيف عبوري حاصل از لايه نشاني فوق با استفاده از دستگاه سپس 

Cary500 ضريب  محاسبات اندازه گيري گيري شد.اندازه
  envelopeروش و ضخامت لايه توسط فرمول هاي  شكست

گيري و با ضخامت اندازه ضخامت لايه اندازهسپس انجام شد. 
  توسط ضخامت سنج دستگاه لايه نشاني، مقايسه شد. گيري شده

  HfO2لايه نشاني 

) PVDروش(با روش تبخير فيزيكي در خلاء  HfO2لايه نازك 
 در BK7 روي زيرلايه BAK510توسط دستگاه لايه نشاني 

كه با  (تور 7×10- 6سلسيوس و فشار درجه  250 يدما شرايط
با رسد.) مي تور 7×10- 5اعمال فشار جزئي اكسيژن، فشار به

  انباشت شد. نانومتر 1050ضخامت 
 envelope روش

 envelopeمحاسبه ضريب شكست لايه نازك با استفاده از روش 
 يكنواخت بودن ضخامت لايه، همگن بودن لايه و مستلزم ] 1،2 [
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 اين ضخامت با ضخامت نشان داده شده توسطشايان ذكر است كه 
لايه نشاني رحين دنشاني، ضخامت سنج كريستالي دستگاه لايه

  باشد.تقريبا يكسان مي
   

   گيرينتيجه
يكي از معضلات محققين و تجربي كارهاي حوزه لايه نشاني      

نازك انباشت شده،  ضخامت لايهو ضريب شكست از دقيق اطلاع 
محاسبه ضريب شكست لايه نازك با استفاده از است. از آنجاييكه 

دن ضخامت لايه، همگن يكنواخت بومستلزم  envelopeروش 
درصد  0 /5   از خطاي كمتر داشتن طيف عبوري بابودن لايه و 

، هر سه شرط در اين تحقيق HfO2لايه نازك نشاني لايهباشد و مي
، اين امكان را بدست آورديم كه ضريب دباشدارا مي بالا را

موج و همچنين ضخامت لايه شكست را به عنوان تابعي از طول 
يكسان بودن ضخامت بدست آمده از روش بدست آوريم. نازك 

envelope  ،با ضخامت نشان داده شده توسط دستگاه لايه نشاني
  دليلي بر اين مدعا مي باشد.
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